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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

APPAREILLAGE A BASSE TENSION -

Partie 2: Disjoncteurs

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CElY.
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisati

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questiong
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents prodmts se presentent sous la forme de p

4) Dans le but d‘encourager I'unification interpati

5) La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant le

6) L’attention est attirée sur le\fai i y Shém de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de prgpriétd i ifs” analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour

La Norme inter
basse tension, du

établie par le sous-comité 17B: Appareillage a
El: Appareillage.

Cette troisiéme édition 947-2 annule et remplace la deuxiéme édition parue en
1995, 'amendem ¢ smendement 2 (2001).

documents suiva

FDIS Rapport de vote
17B/1269/FDIS 17B/1278/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2004. A cette
date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.
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